Auszug aus Analysen zur Wirkung des EIBA-Mac Kristallemitters

Institut fiir ImplantatTechnologie und Biomaterialien Rostock Juli 21-2020

Ergebnis der EDX-Analyse von Antennen und Halbleiterstukturen auf Rundplatine:

Konformitat nach internationalen Standards: DIN ISO 22309:2011 ASTM E1508

Untersuchungsdetails:

Zusammensetzung Platine und Kristall fiir optimale Funktionsfahigkeit der Oszillation zur
Energieiibertragung

Uber energiedispersive Réntgenspektroskopie am Rasterelektronenmikroskop Quatro S
(Thermo Fisher Scientific USA), welches die mdanderférmige Antennenstruktur und den
quaderformigen GaAs-Halbleiter, der in fest kristalliner Form mittig eingesetzt ist, nachwies
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2.3. Rasterelektronenmikroskopie

Die i i L wurden mit einem Quattro S (Thermo . . o o ‘

Fisher Scientific Inc., Waltham, USA} (vgl. Abb. 4) mit einer Beschleunigungsspannung von Die Platinen wurden fiir die Untersuchungen mit Hilfe von zwei Halteklemmen am Probenhal-

15KV und einem Probenkammerdruck unterhalb von 3,00-10° Pa durchgefthrt. Um eine ter fixiert. Exemplarische ist die Fixierung in Abb. & fir eine rechteckige Platine (vgl. Abb. 5a)
e bbildung der T zu gewahrleisten wurde fiir die gesamte Bildgebung und eine runde Platine (vgl. Abb. 6b) dargestellt. Die Fixierung ist so angebracht, dass eine

ein Sekundirelektronendetektor verwendet. lekirische Kontaktie der A erreicht wird, um einer durch die elektronen-

mikroskopische Bildgebung bedingte Aufladung der Probe bestmadglich entgegen zu wirken.

a)

Abb. 4: Rasterelekironenmikroskop Quattio S (Therma Fisher Scientific Inc., USA) des 1B e.V. zur elektronen-
i und enerpiedi i 5

Abb.5: Darstellung der Platinenhalterung fir die rechieckige {a) und runde (b) Plafine zur Aufiadungsminimie-
- o ; !

rung der wihrend
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rum der maanderformigen Antennenstruktur zu erkennen (vgl. Abb. 2). Die Rundplatine ,Pla-
tine rund 1“ (vgl. Abb. 2a) ist durch eine rote Markierung an deren Riickseite gekennzeich-
net. Rundplatine ,Platine rund 2“ (vgl. Abb. 2b) ist hingegen durch eine schwarze Markierung
an deren Rickseite gekennzeichnet.

a) b)
Platine rund 1 Plafine rund 2

Abb. 2: Ubersichtsaufnahme der untersuchten Platinen ,Platine rund 1" (a) und Platine rund 2“(b) mit runder
Form.



e PhotonenausstoBspektrum zur Darstellung der optischen Effekte des Kristalls
(Biophotonenfluss)

mit Auflichtmikroskop Axioscop 7 (Carl Zeiss Mikroscopy , Germany) — Auflichtkonfiguration
im Dunkelfeld

2.2. Auflichtmikroskopie

Zur Gbersichtlichen Darstellung der Halbleiterbauteile auf der Antennenstruktur wurden opti-
sche Aufnahmen mit Hilfe des am IIB e.V. vorhandenen Auflichtmikroskops Axioscope 7
(Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany) erstelit. Das Mikroskop (vgl. Abb. 3) wurde in der
Auflichtkonfiguration im Dunkelfeldmodus verwendet. Die Objektive sowie die Beleuchtung
wurden entsprechend der ProbengréRe gewahit.

Abb. 3: Optisches Mikroskop Axioscope 7 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany) zur Anfertigung von opti-
schen Ubersichts- und Detailaufnahmen.

e ElektronenfluB durch Nachweis der ultraschnellen energetischen Impulsaussendungen in
Zusammenspiel Hoch- und Niedrigfrequenz (ElektronenfluBl) des Kristallemitters bestehend
aus Gallium- und Arsenitspektren

mit Siliziumdriftdetektor Giber
) -, systeminterne Software (Octane Elect
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m Plus- Ametec USA) fir
elektronenmikroskopische Aufnahmen

a)

Abb. 9: Optische O (a) der Anter auf Platine rund 2 sowie elektronenmikrosko-
pische D (b) des im Zentrum der

3.2. Materialzusammensetzung der Halbleiterbauteile

Zur immung der © i 1setzung der auf den Antennenstrukturen vorhandenen
; il teilen wurden er iedi Réntgensp wie in Kapitel 2.4 dargestellt,
aufgenommen. Die Réntgenspektren inklusive Eler der int ivst i
nien, eine elektronenmikroskopische Aufnahme mit dem Bereich, welcher fir die Spektrenauf-
nahme gew&hlt wurde, sowie die M: teile der r i en El sind fiir die je-
weilige Platine in Abb. 10 bis Abb. 13 dargestellt. Fiir alle Bauteile wurde der zu untersuchen-
de Bereich so gewahilt, dass mdglichst keine Verunreinigungen enthalten sind.

Das Spektrum der ,Platine rund 1“ (vgl. Abb. 10a) zeigt folgende Elemente: Kohlenstoff (C),
Sauerstoff (O), Gallium (Ga), Arsen (As) und Aluminium (Al).
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Abb. 10: (a) des auf Platine rund 1“mit der Elementmarkierung der inten-
sivsten Die b) zeigt das untersuchte Bauteil mit dem zur

(@
Spektrumaufnahme gewdhiten Bereich von 100x100 ui”. Die Haupteiemente des Spekirums sind mit
ihrem in (e)




